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Introducéao

Os materiais zeoliticos que possuem estrutura tipo
TON séo: ZSM-22, Theta-1, NU-10, ISI-1 e KZ-2. Esta
estrutura consiste de um sistema de poros
monodimensional formado por aberturas de 10MR de
4,5 x 55A. (Figura 1). Algumas reacdes tem sido
estudas empregando zedlitas com esta estrutura,
tais como: dewaxing, isomerizacdo de xilenos,
alquilacéo de hidrocarbonetos aromaticos,
isomerizagdo de 1-buteno entre outras. Em virtude
disso, o objetivo deste trabalho foi estudar a sintese
de materiais zeoliticos com estrutura tipo TON.

Figura 1. Estrutura tipo TON e tamanho de poros.

Resultados e Discussao

A sintese do material zeolilico tipo TON foi ralizada
seguindo o procedimento descrito pela IZA%,
empregando os seguintes reagentes: silica coloidal
(Ludox AS-30), A,(S0,);.18H,0, KOH, 1,8 -diamino-
octane e H0O. A mistura reacional foi transferida para
autoclaves de ago inoxidavel com cobertura interna de
Teflon, mantida inicialmente a temperatura ambiente
por 24h e posteriormente por mais 48h sob agitacdo a
160°C. O material foi caracterizado por difragdo de
raios X e microscopia eletrbnica de varredura. A
andlise de difracdo de raios X mostrou que o material
obtido apresentou cristalinidade e um difratograma
tipico do material TON (Figura 2) quando comparado
com os difratogramas apresentados na literatura™? .
Ao comparar a posicdo e intensidade dos picos
obtidos com o padrdo (Tabela 1), confirma-se que a
fase TON foi obtida com sucesso.

As analises de microscopia eletrdnica de varredura
(MEV) apresentaram cristais finos de morfologia
tubular de comprimento < 1um, que estao de acordo
com a morfologia apresentada por materiais com
estrutura tipo TON (theta-1)% (Figura 3).
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Figura 2. Difratograma de raios X do material.
Tabela 1. Dados do difratograma de Raios X

Dados Bibliografia Ref. 1 | Dados obtidos

2q d Irel (hkl) 2q I rel
8,15 10,845 | 100,0 [110 8,13 F
10,16 |8,710 |[22,6 020 10,16 |FR
12,78 6,930 23,3 200 12,73 | M
16,35 |5,423 [9,9 220 16,47 |FR
19,43 |4,569 [6/4 111 19,35 | M
20,36 (4,361 |49,3 021 20,37 [ MF
24,26 [3,670 |38,6 131 24,20 |[MF
24,63 (3,615 |31,3 330 2451 |[MF
25,71 [3,465 |21,3 400 2564 |[F
3564 [2519 |93 002 3555 [M
36,91 (2,435 |67 351 36,86 [M
38,06 [2,365 |6,0 261 38,00 [FR

Onde MF(muito forte) = 600 — 1000; F (forte) = 300-600;
M (médio) = 100-300; FR (fraco) = 50 -100.

Conclusdes

As andlises de DRX demonstraram que o material
sintetizado possui estrutura tipo TON e esta puro e
cristalino. As andlises de MEV confirmaram a
morfologia esperada com cristais pequenos < 1 um.
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